
UKD 621.382.3 

NORMA BRANŻOWA 
BN-BO 

Elementy półprzewodnikowe 3375-32.00 
ELEMENTY T ranzystory mocy, małei PÓŁPRZEWODNIKOWE 

częstotliwości Zamiast 
BN-75/3375·32.00 

, Wymagania i badanio 

1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę wymaga­

nia I badania dotycz,ce tranzystor6w mocy, małej często­

tliwości, przeznaczonych do pracy w elektronicznych urz{l­

dzenlach powszechnego u!ytku, profesjonalnych I urz{ldze­

nlach wymagaj{lcych zastosowania element6w o wysokiej 

I bardzo wysokiej Jakości. 

1.2. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejsze­

go arkusza normy s{I wymagania I badania wsp61ne dla ca-

Grupa katalogowa j 923 

3.7. Wymagania niezawodnościowe - wg PN-78jT-OISIS 

p. 3.7. 

3.8. Wymasania dodatkowe - wg PN-78/T-OISI5 p. 3.8. 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie - wg PN-78/T-01515 p. 4.1. 

4.2. Przechowywanie - wg PN-76/T-01515 p. 4.2. 

4.3. Transport-wgPN-78/T-01515p. 4.3. 

łeJ grupy tranzystor6w mocy, małej częstotl iwośel. 5. BADANIA 

1. 3 . Określenia 5. 1. Program i rodzaje badań 

1. 3.1. tomb - temperatura otoczenia w czasie pracy. 

1.3.2. 'sIg ' - temperatura przechowywania. 

1.3.3. Pozostałe określenia - wg PN-78jT -01500 .. 00 i 02 

oraz PN-76/T -01501.00 I 02. 

2. POO'ZIAL I DZNACZENIE 

2. 1. Podział - wg BN-70/3375-1 O. 

2.2. Oznaczenie - wg PN-78/T-01S15 P. 2.2. Przykład 

oznaczenia - wg arkusza szczeg6łowego. 

3. WYMAGANIA 

3. l. Wymiary - wg ·arkusza szczegółowego. 

3.2. Wykonanle-wgPN~78/T-01SI5P. 3.21wg arku-

5.1.1. Badania grupy A - wg PN-78/T-Ol515 p; 5.1.1 

oraz wg tabl. I na str. 2. 

5.1.2. Badania grupy B - wg PN-76/T-01515 p. 5.1.2 

oraz wg tabl. 2 na str. 3. 

5.1.3. Badania grupy C - wg PN-78/T -01515 P. 5.1.3 

oraz wg tabl. 3 na str . 4 i 6. 

5.1.4. Badania grupy D - wg PN-7'6/T-Ol515 P. 5.1. 4 

oraz wg tabl. 4 na str. 7. 

.5.2. Pobieranie pr6bek - wg PN-78/T-01515 p. 5.2. 

5.3. Opis badań - wg PN-76/T-01515 p. 5.3 oraz wg 

arkusza . szczegółowego. 

5.4. Ocena wynlk6w badań . • wg PN-78/T-01515 p. 5.4. 

5.5. Dostawa ę>lement6w po badaniach - wg PN-78j 

sza szczegółowego. T-O 1515 p. 5. 5 . 

. 3.3. Cechówanle- wg.pN-78/T-01515p.3.3 ol"az · wg 

arkwszłl szczegółowego. 6. POSTsPOWANIE W PRZYP.ADKU NE.GATYWNEGO 

3.4. Parametry elektryczne - wg. PN-7S/T-01515 p. 3.4 

oraz wg arkusza szczeg6łowego. 

3.5. Wymagania klimatyczne - wg PN-78jT -01515 p. 3.5. 

3.6. Wymagania mechaniczne - wg 1=>N-78/T -01515 

p. 3.6. 

6. 1. 

6.2. 

6. 3. 

6.4. 

KONIEC 
InformaCje dodatkowe 

WYNIKU BADAŃ 

Badania grupy A - wg PN-78/T -01515 p. 

Badania grupy B- wg PN-78/T-01515 p. 

Badania grupy C - wg PN-76/T-Ol515 p. 

BadanIa grUpy D - wg PN-78jT-01515 p. 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 

6. I. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

U.tanowlolla przez Generalnego Dyrektora Zlednoczenla Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 
UNITRA-ELEKTRON dnia 25 czerwca 1980 r. 

lako norma obowlqzujqca od dnia l stycznia 1981 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 16/1980 poz. 62) 

WYDAWNCrWA NORMALIZACYJNE 1910. [)'vI<. W,d. Nor ... W·w •• . Ark. wrd.1,30 Nokl . .t800-łS5 Zo ... 2574/80 Cena al 7.20 



Tablica 1 

Plany i warunki badań 
Met.,da Poziom jakości I Poziom jakości II Poziom jakości III 

Rodzaj badania 
badania 

wg PN-78/ poziom poziom poziom 
T-01515 warunki warunki 

kontroi i 
warunki 

kontroli 
badania 

kontroli 
badania badania 

i AQL i AQL i AQL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Podgrupa Al II; l, 5 II ; 1,5 II; 1,5 

Sprawdzenie wymiarów (głównych) 5.3. 2 

Sprawdzenie wykonania obudoWy 5.3.3 

Sprawdzenie prawidłowości cechowania 5 . 3. 6. 2 i 

Podgrupa A2 II ; I, O II; l, O II; 0,65 

Sprawdzenie podstawoWych parametrów 5.3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ 
elektrycznych: T-01504.00 T -O 150L~. 00 T-Ol 504. 00 

T
CRO 

lub l 
CES ' 

lub I
CEO 

U(BRl CBO lub , 

UCBR ) CES 

[(BR) CEO 
lub 

[(BR) CER 

~BRl EBO 
, 

T
EBO 

h?1E 

Podgrupa A3 I; l, 5 II; 1, 5 II; 1,5 
Sprawdzenie drugorzędnych parametrów 5 . 3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ 

elektrycznych: T -01504.00 T -01504.00 T -01504.00 

f T 
U 

CE sat 
U 

BE sat 

Podgrupa A4 - - I; 2,5 

Sprawdzenie parametr6w elektrycznych 5.3.7 - - - wg PN-74/ 
w temperaturach innych niż normalna T -01504.00 
temperatura otoczeni a: 

ICBO lub ICES > lub ICEO 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się. 

Nie Wypełniona kolumna warunki badania oznacza normalne warunki atmosferyczne. 
._--- - --- -

Poziom jakości IV 

poziom 
kontroi i 

warunki 
badania 

i AQL 

9 lO 

II; l , O 

II; 0,4 

wg PN-74/ 
T -01504.00 

II; l , O 

wg PN-74/ 
T -01504.00 

I' , 1,5 

wg PN-74/ 
T -01504.00 

. 

Dane wg ark u-
sza szczeg6ło-

we go 

, 

I 

" 
sprawd21ane 
parametry 
geometryczne· 

wartości gra-' 
nicżne sprawJ 
dzanych pa-
rametrów 
elektrycz-
nych i wa-

, 

, 

runki ich I 
pomiaru 

wartosci gra-
niczne spraw-
dzanych para-
metrów ele-
ktrycznych 
i warunki 
ich pomiaru 

temperatura 
otoczenia, 
wartości gra-
niczne spraw-
dzanych para-
metrówele-
ktrycznych i 
warunki ich 
pomiaru 

N 

m 
~ 
Ol 
o 

........ 

'" ~ 
'(' . 

'" !-' 
o o 



Tablica 2 

Plany I warunki badań 

Metoda Poziom jakości III Poziom jakości IV 
Rodzaj badania badania 

wg PN-78/ poziom poziom 
T-01515 kontrol i warunki badan.!a kontro I i warunki badania 

l AQL i AQL 

1 2 3 4 5 6 

Podgrupa 81 5-3; 1 , 5 5-3; 1, O 

Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej 5. 3 . 21 . 
wyprowadzeń 

Sprawdzenie szczelności 5.3.27 

Podgrupa 92 5-4; 1, 5 5-4; 1, O 

Sprawdzenie lutowności wyprowadzeń 5.3.5a) temperatura temperatura lu-
lutowia 235°C towia 2350 C 

Podgrupa 83 5-3; 1,5 5-3; 1, O 

Sprawdzenie wytrzymałości na spadki 5.3.17 1000 mm x 5 1000 mm x 5 
swobodne 

Podgrupa 94 - 5-4; 1, O 

Sprawdzenie wytrzymałości na udary 5.3. 16 - . 1470 m/s2 
wielokrotne 1000 x 3 

. 

Podgrupa 85 5-3; 1,5 5-3; 1, O 

Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe 5. 3. 12 TA= tStg min TA= 15tg mln 

zmiany temperatury TB= tsl9 max TB=ts19 max 
_. 

Podgrupa 86 5-4; i, O 5-4; 0,65 

Sprawdzenie odporności na narażenia 5.3.22 250 C 250 C 
elektryczne 100 h 100 h 

Znak - oznacza, że bada"la nie przeprowadza się. 

Nie wypełniona kolumna warlrlki badania oznacza normalne warunki atmosferyczne •. 
------ --- -- .. -----

Dane wg arkusza SZ?egÓłOWego 

7 

rodzaj i szczegółowe warunki badania, wartości 
obciężeń 

rodzaj badat'lia, dopuszczalny· pozlGm nieszczel-
ności lub zakresy wartości I warunki pomiaru 
sprawdzanych po badaniu parametrówelektrycz": 
nych 

. 
-

położenie elementu w czasie spadania; zakresy 
wartości i warunki pomiaru sprawdzanych po ba-
daniu parametrów elektrycznych 

sposób mocowania korpusu lub wyprowadzeń 
elementu, zakresy wartości i warunki pomiaru 
sprawdzanych po badaniu parametrów elektrycz-
nych 

zakresy wartości i warunki pomiaru sprawdzanych 
po badaniu parametrów elektrycznych 

metoda badania, warunki obcię.!enia, zakresy 
wartości i warunki pomiaru sprawdzanych w czasie 
i po badaniu parametrów elektrycznych 

- - ---
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ł 
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Metoda Poziom jakości , 
Rodzaj badania 

badania 
wg PN-78/ poziom 

warunki T-015l5 kontroli 
i AQL badania 

,-
l 2 3 4 

Podgrupa CI 5-3; 2,5 

Sprawdzenie wy trzyma- S. 3 . 21 
łości mechanicznej wy-
prowadzeń 

Sprawdzenie sz·.:;zelności 5.3.27 

Pod:;jrupa C2 S-3; 
2, 5-:- 4,0 

Sprawdzenie par'ametrów 5 . 3.7 
elektrycznych 

Sprawdzen ie odpor nośc i 5. 3. 11 
na suche gorę.co laoLb mQI 

Sprawdzenie odr;.o,'ności 5.3.9 tumb lnin 
na zimno 

I Pod:;jrupa C3 5-3; 2,5 

Sprawdzenie ma5y 5.3.4 

Sprawdzenie trwałości 5.3.6. 1 
cechowania -

Sprawdzenie lutow- 5.3. 5a temperatura 
ności wyprowadzeń lulowia 2350 C 

P o d:;jrupa C4 5-3; 
1, 5 ~ 2, S 

Sprawdzenie wylrzyma- 5.3.20 98000 1) m/s2; 
łości na przyspie- 1 min 
szen ie 51 ałe 

'-

Tablica 3 

Plany i warunki badań 

Poziom jakości II Poziom jakości 'II 

poziom 
warunki 

poziom 
warunki 

kontroi i kontroli 
i AQL badania i AQL badania 

S 6 7 8 

5-3; 2,5 -

-

-

5-3; 2, S 5-3; 2,5 

, 

tarHb rna.r - 10mb max 

tamb mm rumb min 

5-3; l , S -
-
-

temperatura 
I ulowi a 23SoC -

5-3; 1, S 5-3; 1, S 

98 000
1
) 2 

m/s; 196000
1
) m/s1 

1 min 1 mln 

Poziom jakośE:i IV 

poziom 
warunki 

kontroli 
i AQL 

badania 

9 10 

-

-

-

• 

5-3; 1 , S 

tomb max 

tomb m in 

-
-
-

-

5-3; 1, O 

196000
1
) m/s1 

1 mln 

- -

Dane wg arkusza szcze-
gółowego 

11 

rodzaj i szczegółowe 
warunki badania, war-
tości obci~eń 

rodzaj badania, dopusz-
czalny poziom nieszczel-
ności lub zakresy War-
tości i warunki pomiaru 
sprawdzanych po badaniu 
parametrów elektrycZnych 

zakresy war'tości i wa-
runki pomiaru sprawdza-
nych w czasie badania 
i po badaniu pa-
rametrów elektrycz-
nych 

. 

masa wyrobu 

-

-

kierunki probiercze, 
sposób mocowania kor-
pusu lub wyprowadzeń, 
zakresy wartości i wa-
runki pomiaru sprawdza-
nych po badaniu para-
metrów elektrycznych 

- --
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cd. tabl. 3 

Plan i warunki b adań 

Metoda Poziom jakośc i I P oziom jakości II Poziom jakości III 
badania 

Rodzaj badania 
wg PN-76/ poziom poziom poziom 

warunki warunki warunki 
T-01515 kontroli 

badania 
kontroli kontro I i 

badania 
i AQL i AQL 

badania 
i AOL 

1 2 3 4 5 6 7 6 

Sprawdzenie wy trzy- 5 . 3. 15 14700 
2 

m/s; 
2 

14700 m/s; 
2 

14700 m/s; 
małości na udary ( po- lub 3 x 6 3x6 2 3 x 6 2 
jedyncze lub wielo- 5. 3. 16 1470 m/s2; 1470 m/s; 1470 m/s; 
krotne) 3xl000 3 x 1000 3 x 4000 

2 2 
Sprawdzenie wy trzy- 5. 3. 19 96 m/s 80 Hz 98 m/s 80Hz; -

małości na wibracje lub 3 h 2 3 h 2 2 
( stałe lub zmienne) 5. 3. 18 98 m/s 98 m/s 98 m/s 

.10 .;. 2000 Hz; 10.;. 2000 Hz; 10.;. 5000 Hz; 
1,5 h 1,5 h 3 h 

Podsru~a C5 , 5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 1, 5 

Sprawdzenie wy trzy- 5. 3. Sb) temperatura temperatura temperatura 
małości na c iepło lu- kępiel i 3'50oc kępiel i 350°C kęp ie I i 350°C 
towania lub 260oC,czas lub 260oC,czas lub 260oC,czas 

regeneracji regeneracji regeneracji 
2.;. 6 h 2.;. 6 h 2.;. 6 h 

TA = t.tg mili Sprawdzenie wy trzy- 5.3. 12 1~= tslg min TA= tS/g min 
małości na nagłe 
zmiany temperatury TB = t'tg ''laI Ta= [stg maI 1~ = Istg maI 

Sprawdzenie wy trzy- 5.3. 13 4d lO d 21 d 
małości na wilgotne 
goręce stałe 

Podsru~a C6 5-31 2,5 5-3; 2,5 5-3; I , 5 

Sprawdzenie odporności 5.3.22 250C
2

) 100 Dh 2S0C2
) 1000 h 2SoC2

) 1000 h 

na narażenia elek-
tryczne 

Podsrupa C7 - - -
Sprawdzenie wy trzy- 5.3.8 - - -

małości na zimno 

Podsru~a C8 - 5-3; 1,5 5-3; I, O 

'sIg max 
t . 

SprawdzenIe wy trzy- 5. 3. 10 - sIg maI 

małości na suche 1000 h 1000 h 

I goręco 

---- - ._- -

P oziom jakości IV 
Dane wg arkusza szcze-

poziom gół6wego 
war unki 

kontro I i 
badania 

i AQL 

9 10 1 1 

2 
14700 m/s; kierunki probiercze, 
3x6 2 sposób mocowania kc,r-
1470 m/s ; pusu lub wyprowadzeń, 
3 x 4000 

zakresy wartości i Wa-

- runki pomiaru spraW-
dzanych po badaniu po ra-

2 
99 m/s metrów elektrycznych 
10.;. 5000 Hz; 
3 h 

S-3; 1, 5 

temperatura 
kępiel i 350°C 
lub 260°C zakresy wartości i Wa-

CZaS regene- runki pom iar u ,;prawOza-

racji 2.;. 6 h nych po' badaniu para-
metrów elektrycznych 

TA = t. tg max 

TB= tstgmin 

56 d 

, 

5-3; I, O 
I 

metoda badania, warunki ! 

25?C2) 2500 h 
obciętenia, zakresy 
wartości i warunki , po-
miaru sprawdzanych w 
czasie i po badaniu pa-
rametrówelektrycznych 

5-3; I, O 
zakresy · wartości i wa-

. ~S19 min runki pomiaru spraw-
1000 h dzanych po badani'u para-

metrów elektrycznych 

5-3-; l, O zakresy wartości i Wa-

t.tg maI runkl pomiaru spraw-

1500 h 
dzańych po badaniu para-
metrów elektrycznych 

--_ . ___ L..- . -- ---
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cd. tab. 3 

Plan I war.unki badań 

Metoda Poziom jakości I Poziom jakości II Poziom jakości III 

Rodzaj badani a 

l 

Podgrupa C9 

Spr;awdzenle wytrzy­
małości na spadki 
swobodne 

Podgrupa CIO 

Sprawdzenie wymiarów 

badania 

wg PN-78/1 
T-01515 

2 

5. 3. 17 I 

5.3.3 

poziom 
warunki 

kontroli 
i AQL 

badania 

3 4 

-
-

5-3; 2, 5 

Znak - oznacza , że badania nie przeprowadza się. 

poziom 
warunki 

poziom 
kontroi i kontroli 

i AQ.L 
badania 

· i AQL 

5 6 7 

5-3; 1,5 -
I 1000 mmx 5 I 

5-3; 2,5 5-3; 1,5 

Nie wypełniona rubryka w kolumnie warunki badani a oznacza normalne warunki atmosferyczne. 

A) Jeż!! li innych wartości przyspieszeń nie podaje arkusz szczegółowy. 

2)Jeżeli innych temperatur nie podaje arkusz szczegółowy. 

warunki 
badania . 

8 

I -

Poziom jakości IV 

poziom 
warunki 

kontro I i 
i AQ.L 

badania 

9 lO 

-
, , -

5-3; l, O 

Dane wg arkusza szcze­
g6łoweg<;> 

1 l 

położenie elementu w 
czasie spadania, zakre-sy 
wartości r warunki po­
miaru sprawdzanych po 
badaniu parametrów ele­
ktrycznych 

sprawdzane parametry 
geometryczne 

0\ 
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Tablica 4 

Plany I warunki badań 
Metoda 
badania Poziom jakości I Poziom jakoŚCi II Poziom jakości III 

Rodzaj badania 
wg PN-78/ poziom poziom poziom 

T -01515 kontroli 
warunki warunki 

kontro I i 
warunki 

- badania 
kontroli 

badania badania 
i AOL i AOL IAQL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pod!ilruea Dl - - 5-3; 1,5 

Sprawdzenie odporności na nis- 5.3.15 - - 10 hPa 
kle c'lśnienle atmosferyczne 

Pod!ilruea D2 ,,) 5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 1,5 

Sprawdzenie wytrzymałości na 5.3. 25 
rozpuszczalniki 

Pod!ilrupa D3 i) 
; 

5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 1,5 

Sprawdzenie palności 5 . 3. 26 

2) 
5-3; Pod!ilruea D4 - - 2,5 

Sprawdzenie wytrzymałości na 5 . 3.23 - -
pleśń 

2) 
5-3; 2,5 Pod!ilruea D5 - -

Sprawdzenie wytrzymałości na 5.3.24 - - 2d 
mgłę soln~ , 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się. 

Nie wypełniona . rubryka w kolumnie warunki badania oznacza normalne warunki atmosferyczne. 

1) Badania stosuje się dla wyrobów w obudowach plastykowych. 

2)Badanie stosuje się przy zamówieniu wyrobów w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego. 

-

Poziom jakości IV 

poziom 
kontroli 

warunki 
badania 

I AOL 

9 10 

5-3; 1,5 

10 hPa 

5-3; l, S, 

5-3; 1,5 

5-3; 1,5 

5-3; 1,5 

2d 

Dane wg arkusza szczegółowego 

l l 

temperatura narażania, zakresy 
wartości i warunki pomiaru spraW-
dzanych w czasie i po badaniu 
parametrów elektrycznych 

rodzaj rozpuszczalnika 

rodzaj badania 

stopień dopuszczalnego wzrostu 
grzybów pleśniowych, wymagania 
dotyczęce uszkodzeń powierz-
chniowych 

położenie elementu w czasie ba-
dania 

I 
I , 

I 
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Informacje dodatkowe do BN-80/3375-32.00 

.IN=ORMACJE DODATKOWE 

1. .lnstytuG:jaopracowuJ'G:' norm" -

cy jne Centrum P6łprzewodnlk6w. 

Naukewo-Preduk- PN-74/T -01504.00 Elementy p6łprze.wodnikowe. Metody 

2. Istotne zmIany w stosunku do BN-75!3375-32. 00 

a) doprowadzono postanowIenIa normy do zgodnoścI 

PN-78/T -01515, 

z 

b) wprowadzono now!!, rozszerz0"l!' klasyfikację jakoś-

cloW{! dzlel!!,c!!, elementy na cztery pozIomy jakoścIowe. 

3. Norl1lY zwlpzane 

PN-78/T-01500.00 Elementy p6łprzewodnlkowe . . Pojt'cla 

podstawowe. Nazwy I określenIa 

PN-78/T -01500.02 Elementy p6łprzewodnlkowe. Tranzys­

tory. Nazwy I określenIa 

PN-76/T -01501.00 Elementy p6łprzewodnlkowe mlkro-

układy scalone. OznaczenIa literowe podstawowych 

wIelkoścI elektrycznych I parametr6w. PostanowIenIa 

pomIaru parametr6w tranzystor6w I dIod. PostanowIe­

nIa og61ne 

PN-78/T-01515 EIEtmenty p6łprzewodnlkowe. Og61ne wy­

magan I a I badan I a 

BN-70/3375-10 Elementy p6łprzewodnlkowe. Tranzystory. 

, PodzIał 

4. Normy mIędzynarodowe 

RWPG eT C3B 300-76 llJllldop.l 

,ą.JI.R yCpOROTB lIIHpOKoro nJlllMeHeHH.R. OdtąHe '1'eX­

HHQeOKHe TpedOB8HK.R. YeTo~ HOnHT8HKR H npa­

BUa npHelO<H - norma zgodna. 

S. Symbol wg SWW - 1156-23. 

og61ne 6. Dostawy element6w o wysoklEtj JakoścI I bardzo WVSO-

PN-76/T -OlSOl. 02 Elementy p6łprzewodnlkowe. Oznacze­

nIa literowe parametr6w tranzystor6w 

klej JakoścI m09{l być realizowane po uzgodnIenIu z pro­

ducentem wIelkoścI dostaw I uzgodnIenIu ceny. 


